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摘要(译)

本发明公开了用于估算采样组织参数的方法，其包括通过使用具有一种
采集频率的超声探头和一种采集协议来获得来自采样组织中的第一感兴
趣区域和第二感兴趣区域的超声回波信号，并且，基于来自第一和第二
感兴趣区域的超声回波信号并使用一种参考仿体来估算出采样组织的一
个或多个参数。本发明还公开了用于采样组织的多参数评估的系统，其
包括估算模块和评分计算模块。估算模块用于使用上述方法来估算出采
样组织的第一参数和第二参数。评分计算模块用于基于采样组织的包括
第一参数和第二参数的多个参数来计算出采样组织的定量评分，定量评
分代表采样组织的一个或多个特性。
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